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講演題目 

１．半導体の検査、解析技術 
○真島敏幸（ルネサスエレクトロニクス） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 

２．電源設計に活用できる最新回路・磁気シミュレーション技術 
○堀内智哉（アンシス・ジャパン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

 

３．蓄電池診断装置 
○長嶋 茂（古河電池） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

 

４．設備における電源品質計測と解析 
○竹内勝広（日置電機） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

 

５．スマートメーターとHANの技術動向 
○水城官和（Wireless Glue Networks Inc.）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

○正田博之（日本テキサス・インスツルメンツ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４ 

 


